
プロトン導電性セラミックスを用いた水素濃度計（特許第6146713号）

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構保有特許

金属筐体内部に水素を吸蔵する合金を取付け、金属筐体に侵入する水素を吸蔵し、さらに、金属筐体に
連通させて、枝管を取り付け、その枝管を介して金属筐体の内部に侵入した水素を大気中に放出させる
ようにすることで、1週間以上の長期間にわたって測定精度を保持して、安定的に水素ガス濃度を測定す
ることができる。

技術的特長

１．金属筐体に水素吸蔵合金を含むことにより、長期間にわたって侵入水素の影響を取り除くことができ、
過酷な高放射線環境下で使用される水素濃度計の測定精度をより長く保持することができる。

２．金属筐体に水素排出用枝管を取付けることにより、水素吸蔵合金が吸蔵しきれない侵入水素を大気
中に放出できるので、長期間にわたって水素濃度計の測定精度を保持することができる。

発明の効果

高放射線環境下で長期間、水素濃度を測定する設備で活用が期待される。

（1）原子力施設

本特許の活用用途

ご相談は下記まで御連絡ください
〒３１９－１１９５

茨城県那珂郡東海村白方白根２－４
ＴＥＬ：０２９－２８２－６４６７
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【図１】に本発明の原理説明図を示す。【図1】
において、プロトン導電体(10)（【図２】のプロト
ン導電性セラミックに対応）を挟んで、左右の
水素濃度が異なるとプロトン導電体に起電力
が生じる。

【図２】に本発明にかかる水素濃度計の全体
構成図を、【図３】に水素吸蔵合金を備えた本
発明にかかる水素濃度計の全体構成図を、

【図４】に水素排出用枝管を備えた本発明にか
かる水素濃度計の概略説明図を示す。

• 【図５】に本発明で採用する水素吸蔵合金と
水素排出用枝管の効果を示す。【図５】のグラ
フは、基準物質側をHeで真空置換して、密閉
状態にした当初の構造で、水素濃度
10,000ppmで、センサ温度700℃（水素濃度計
の内部温度）電気炉温度400℃（水素濃度計
の外部温度）で、5日間（120時間）の出力変化
を測定した結果を示している。従来型水素濃
度計の場合、約1日足らずで出力が70％程度
まで低下し、 5日後には60％程度まで下がる
のに対して水素吸蔵合金や水素排出用枝管
を備えた改良型水素濃度計では、5日経過し
た時点でも出力が90％以上保持されている。

更に詳しくは、次のような特許内容、特長を有しています。

特 許 内 容

本特許の具体的内容

高放射線環境下に曝された計測機器は、測定
精度の低下等の経時変化が発生するため長
期間に亘って使用することができなかった。

従来の問題点

【図３】水素吸蔵合金を備えた水素濃度計
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10：プロトン導電体
11a,11b：電極（図２のポーラスPt電極に対応）

【図１】原理説明図

【図２】水素濃度計

【図４】水素排出用枝管を備えた水素濃度計

【図５】水素吸蔵合金と水素排出用枝管の効果


